DIN 50451-5:2010-03 (D)

Prifung von Materialien fur die Halbleitertechnologie - Bestimmung von
Elementspuren in Flussigkeiten - Teil 5: Leitlinie zur Auswahl von Werkstoffen und
Prifung ihrer Eignung fiir Gerate zur Probenahme und Probenvorbereitung fiir die
Elementspuren-Bestimmung im Bereich von Mikrogramm je Kilogramm und
Nanogramm je Kilogramm
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Tabelle 1 — Bestandigkeit von Geratewerkstoffen gegeniiber unterschiedlichen Klassen
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